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Memories are one of the most important components in digital systems like SoCs. The high density of their cell array makes memories extremely vulnerable to physical defects. Hence, memory testing and Design-for-Test became one of the crucial tasks in the design of complex and heterogeneous SoCs.
Politecnico di Torino and the Institute of Informatics have a wide experience in the field of RAM testing (i.e., automatic march test generation, fault simulators, memory BIST generators etc.). This work is a tentative to put the joint experience of our research groups in developing an interactive educational tool for the students that should introduce standard and well-known methods of memory testing based on BIST.
The MemBIST Java Applet and the March Test Generator were two individual tools designed and implemented at the two mentioned institutions. They were merged into one tool in order to facilitate its usage also by the professionals.



Interactive Educational Tool for Memory Testing / Bosio, Alberto; DI CARLO, Stefano; DI NATALE, Giorgio; Fisherova, M.; Pikula, T.; Simlastik, M.. - STAMPA. - (2006), pp. 100-103. (Intervento presentato al  convegno 6th International Workshop on Microelectronic Education tenutosi a Stockholm, SE nel 8-9 Jun. 2006).
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				Abstract

				Memories are one of the most important components in digital systems like SoCs. The high density of their cell array makes memories extremely vulnerable to physical defects. Hence, memory testing and Design-for-Test became one of the crucial tasks in the design of complex and heterogeneous SoCs.
Politecnico di Torino and the Institute of Informatics have a wide experience in the field of RAM testing (i.e., automatic march test generation, fault simulators, memory BIST generators etc.). This work is a tentative to put the joint experience of our research groups in developing an interactive educational tool for the students that should introduce standard and well-known methods of memory testing based on BIST.
The MemBIST Java Applet and the March Test Generator were two individual tools designed and implemented at the two mentioned institutions. They were merged into one tool in order to facilitate its usage also by the professionals.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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